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@ Verfahren zum Messen der Funkstdrfeldstarke von elektrischen Geraten 

(g) Zum Messen der Fun kstdrfe id Starke von elektrischen 
Geraten bei vorbestimmten kritischen Frequenzen eines 
breiten Gesamtfrequenzbereiches mit Variation des Azimuts 
des zu messenden Gerates sowie der Polarisation und der 
Hdhe der Me&antenne des Feldstirkeme&gerates warden 
die kritischen Frequenzen durch eine vorhergehende Funk- 
stdrleistungsmessung innerhalb des Gesamtfrequenzberei- 
ches bestlmmt. 




Die folgenden Angaben sind dan vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung 

Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zum 
Messen der Funkstorfeldstarke von elektrischen GerS- 
ten laut Oberbegriff des Hauptanspruches. 5 

Die Funkstdrfeldstarkemessung von elektrischen Ge- 
rJlten, deren Durchfiihrung und Auswertung genormt ist 
(2.B. nach CISPR/E (Central office) 45 (Entwurf 
CISPR13) Abschnitt 53.5, CISPR 16/1987 Abschnitt 
16.1, CISPR/b (Secretariat/36 (Entwurf CISPR 22) Ab- 10 
schnitt 10.5 bzw. ANSI C63.4/Draft 11.4 Abschnitt 8.2.3) 
gehttrt zu den zeitlich aufwendigsten MeBaiifgaben der 
EMV-PrQftechnik. Bei den bisher ublichen Verfahren 
zur Funkstdrfeidstarkemessung wird sowohl die Suche 
der kritischen Frequenzen des Gesamtfrequenzbandes, 15 
als auch die anschliefienden eigentlichen Feldst^ke- 
messungen bei diesen ausgewahlten kritischen Frequen- 
zen auf einem MeBplatz durchgefQhrt, bei dem die Ge- 
fahr der Wellenausldschung am Ort der MeBantenne 
des FeldstSrkemeBgerates besteht Wegen dieser Ge- 20 
fahr wird bei den bekannten Verfahren wahrend der 
Beobachtung des Stdrspektrums innerhaib des zu ver- 
messenden Gesamtfrequenzbereiches sowohl die H6he 
der MeBantenne, ais auch der Azimuth des Priiflings 
und auch die Polarisation der MeBantenne standig vari- 25 
iert. Diese Variation von drei Parametern zum Suchen 
der kritischen Frequenzen ist sehr zeitaufwendig. ^ 

Um diese groBen MeBzeiten fOr Funkstdrfeldstarke- 
messungen zu vermeiden, ist es ftir MeBobjekte, deren 
Abmessungen klein gegen die Wellenl^nge sind und de- 30 
ren St5rabstrahlung hauptsSchlich tiber angeschlossene 
Kabel erfolgt, bekannt, diese Messung der Funkstdr- 
feldstSrke durch eine Messung der maximal abgestrahl- 
ten Funkst5rleistung auf dem angeschlossenen Kabel zu 
ersetzen (Meyer de Stadelhofen, J,; Bersier, IL: Die ab- 35 
sorbierende MeBzange — eine neue Methode zur Mes- 
sung von Stdrungen im Meterwellenbereich. Techni- 
sche Mitteilungen PTT 3/1969). Die Messung der Funk- 
st6rieistung ist jedoch ungenau. Die Korrelation Funk- 
st6rleistung/Funkst6rfeldstarke besitzt eine groBe 40 
Streubreite (CISpRG/G/WG 1 (Ryser)92-2: Relation 
between Interference Power and Interference Field 
Strength Measurements, depending on EUT Type and 
Suppression Measures), die Stdrleistungsmessung ist 
auBerdem auf einen Bereich von 30 bis 300 MHz be- 45 
schrtakt, da iiber 300 MHz die Abmessungen der mei- 
sten PrUflinge nicht mehr klein gegenUber der Weilen- 
lange sind« 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur 
Funkst5rmessung aufzuzeigen, das die Genauigkeit der 50 
Funkstdrfeldstarkemessung besitzt und trotzdem in 
kiirzester Zeit ausftihrbar ist 

Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Verfahren 
laut Oberbegriff des Hauptanspruches, durch dessen 
kennzeichnendc Merkmaie gel6st. Eine vorteilhafte 55 
Weiterbildung ergibt sich aus dem Unteranspruch. 

Bcim erfindungsgemaBen Verfahren werden die kriti- 
schen Frequenzen, bei denen anschiieBend die genaue 
Funkstdrfeldsttrkemessung durchgefiihrt wird, nach- 
dem an sich bekannten Verfahren der Funkstorlei- eo 
stungsmessung durchgefiihrt, die schneller als eine 
Funkstdrfeldstarkemessung durchgeftihrt werden kann, 
da hierbei nicht die erw^hnten drei Parameter variiert 
werden milssen. Trotzdem ist das erfindungsgemaBe 
Verfahren auch fOr grdBere PrOflinge, beispielsweise 65 
elektronische MeBgerate in 19"-Bauweise geeignet, bei 
denen der wesentlichste Anteil der Storstrahlung uber 
zum Gerat fuhrende Anschluflleitungen erfolgt Die 
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Gr6Be der zu messenden Gerate kann durch einen Si- 
cherheitsfaktor bei der Festiegung des Grenzwertes 
entsprechend beriicksichtigt werden. 

Damit bei der Suche der kritischen Frequenzen mit- 
tels der Funkstorleistungsmessung mit Sicherheit alle 
Frequenzen gefunden werden, bei denen der durch die 
Norm vorgegebene Funkstorfeldstirkegrenzwert LP 
(beschrieben in CISPR 1 1 (ISM-Gerate) CISPR 13 (Ton- 
und Fernseh-Rundfunkempfanger) und CISPR 22 (ITE- 
Gerate) iiberschritten werden konnte, mufi der Grenz- 
wert LP fiir die Funkstdrleistungsmessung nach folgen- 
der Beziehung festgelegt werden: 

LP(dBpW) = LF(dB^V/m) - RF (dBp W/^iV/m) 

wobei RF (Relation Factor) die frequenzabhangige Pe- 
geldifferenz zwischen dem Funkstorleistungspegel und 
dem Funkstdrfeldstarkepegel entspricht, wie er durch 
eine vergleichende Messung in einem breiten Frequenz - 
band zwischen 30 und 1000 MHz fur verschiedene PrQf- 
linge gemessen wurde (oben angegebene Literatur 
CISPR/G/WGl). FQr den erfindungsgemaBen Zweck 
wird aus diesen fur verschiedene Priiflinge gemessenen 
RF-Werten fiir den jeweils zu berOcksichtigenden Ge- 
samtfrequenzbereich aus Sicherheitsgriinden der je- 
weils kieinste Wert benutzt und unter Beriicksichtigung 
des ebenfails frequenzabhangigen Grenzwertes LF fttr 
den zu beriicksichtigenden Gesamtfrequenzbereich 
dann der Grenzwert LP fiir die Leistungsmessung be- 
rechnet 

Fiir die Funkstdrleistungsmessung zur Bestimmung 
der kritischen Frequenzen eignen sich alle hierftir be- 
kannten Verfahren. Sogar beispielsweise mittels eines 
MeBempfangers bzw. eines Spektrumanalysators mit 
Spitzenwertanzeige fiir jede Frequenz des Gesamtfre- 
quenzbandes der jeweilige Maximalwert beim langsa- 
men Verschieben der Absorberzange entlang des An- 
schluBkabels des zu messenden Gerates bestimmt und 
abgespeichert werden, gegebenenfalls mit einer Nach- 
messung mit Quasi-Spitzenwertgleichrichter, die jedoch 
entfallen kann, wenn es sich beim PrQfling um ein Gerat 
handelt, dessen Stdremission zeitlich stabil ist und 
Schmaibandcharakter besitzt Eine andere Moglichkeit 
zum Messen des Stdrspektrums mittels der Absorber- 
zange am pruflingsseitigen AnschluB des Kabels besteht 
darin, zunachst die lokalen Maxima der Storung durch 
Verschieben der Zange entlang des Kabeis zu suchen, in 
diesem Fall ist eine Nachmessung mit Quasi-Spitzen- 
wertgleichrichter leichter. Zur Beschleunigung dieser 
Messung kann auch auf das Verschieben der Zange zur 
Suche der lokalen Maxima verzichtet werden, wenn ein 
Sicherheitsfaktor von etwa 6 bis 10 dB fttr den Grenz- 
wert LP benutzt wird. Die Bestimmung der kritischen 
Frequenzen muB auBerdem mit ausreichender Fre- 
quenzaufldsung erfolgen, damit bei der anschliefienden 
Funkstorfeldstarkemessung die kritischen Frequenzen 
wiedergefunden werden. Bei modernen MeBempfan- 
gern ist dies jedoch kein Problem, 

Nach Auffinden der kritischen Frequenzen wird bei 
diesem, gegebenenfalls mit dem gleichen MeBempfan- 
ger (die MeBzange wird durch eine MeBantenne ersetzt) 
eine Funkstorfeldstarkemessung mit Variation der er- 
wahnten 3 Parameterantennenpolarisation, Antennen- 
hohe und Priiflingsazimuth durchgefiihrt. Bei der An- 
ordnung mit maximaler Feldstarke ist die Messung mit 
quasi-Spitzenwertgleichrichter durchzufiihren, da alle 
bekannten Vorschriften zur Funkstdrfeldstarkemessung 
diesen Gleichrichter vorschreiben.. 
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Um sicherzugehen, daB bei der Funkstorleistungs- 
messung mit Sicherheit alle zu beriicksichtigenden kriti- 
schen Frequenzen erfaBt werden, wird der Grenzwert 
LP mit einem Sicherheitsfaktor A LP (dB) berucksich- 
tigt, der je nach Anwendungsfall frei wahlbar und fre- 5 
quenzunabhangig ist. Wenn der Prufling eine nennens- 
werte Storemission aufweist, wird die Zahl der festge- 
stellten kritischen Frequenzen reiativ groB. Zur Daten- 
reduktion wird deshalb vorzugsweise ein Verfahren mit 
Teiibereichsmaximalbildung gemaB Patent DE- 10 
38 17 499benutzt. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Messen der Funkstorfeldstarke 15 
von elektrischen Geraten bei vorbestimmten kriti- 
schen Frequenzen eines breiten Gesamtfrequenz- 
bereiches mit Variation des Azimuths des zu mes- 
senden GerStes sowie der Polarisation und der H6- 
he der MeBantenne des FeldstarkemeBgerStes, da- 20 
durch gekennzeichnet, daB die kritischen Fre- 
quenzen durch eine vorhergehende Funkstorlei- 
stungsmessung innerhalb des Gesamtfrequenzbe- 
reiches bestimmt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB fiir die Funkstorleistungsmessung ein 
Grenzwert 

LP LF - RF 

30 

benutzt wird, wobei LF der durch Norm vorgege- 
bene Grenzwert der anschh'eBenden Funkstorfeld- 
starkemessung und RF die gemessene frequenzab- 
hangige Pegeldifferenz zwischen Funkstorlei- 
stungspegel und Funkstor feldstarkepegel ist. 35 
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